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Session : Sélection de modèles
Pratique de l'heuristique de pente et le package Capushe
par Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis et Bertrand Michel
La mise en ÷uvre des méthodes data-driven de calibration de critères pé-
nalisés, issues de l'heuristique de pente de Birgé et Massart (2007), implique
des dicultés pratiques. Nous discutons et comparons les deux approches
disponibles : le saut de dimension et l'estimation directe de la pente.
Nous présentons une solution pour la mise en ÷uvre de cette dernière ap-
proche, qui repose sur une étude de la stabilité du modèle sélectionné. Les
solutions proposées sont implémentées dans le package Capushe qui permet
une application simple et conviviale de ces méthodes.
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